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Dwuwiazkowy ultra-wysokorozdzielczy
skaningowy mikroskop elektronowy z dzialem
jonow ksenonu (PFIB/SEM) wraz z
mikroskopem sil atomowych (AFM)

Opis techniczny:

Dwuwiagzkowy, ultra-wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy
Helios 5 wyposazony jest w wysokostabilne, monochromatyczne dziato
elektronowe z emisja polowa Schottky'ego (FEG - Field Emission Gun) oraz
dziato jonowe Xe (PFIB - Plasma Focused Ion Beam). Umozliwia prace z
napieciem przyspieszajacym w zakresie od 350 V do 30 kV (max. prad wiazki
elektronowej 100 nA) i energii ladowania 20 eV do 30 keV. Zdolnosc¢
rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczo$¢ obrazéw elektronéw
wtornych przy napieciu przyspieszajacym 1 kV na standardowej prébce
czastek ztota wynosi 0.7 nm. Maksymalne pole widzenia wynosi 2.3 mm dla
WD 4 mm.



Mikroskop wyposazony jest w:

detektory do obrazowania: wewnatrzsoczewkowy Elstar (TLD-SE, TLD-
BSE); wewnatrzkolumnowy Elstar (ICD - SE/BSE); elektronéw
wtornych (ETD); elektronéw i jonéw wtérnych (ICE - SI, SE); wysuwany
niskonapieciowy, wysokokontrastowy detektor elektronéw wstecznie
rozproszonych (ABS/DBS),

spektrometr dyspersji energii promieniowania rtg. (EDS - Energy
Dispersive X-ray Spectrometer) Ultim MAX 60 oraz kamere CMOS
Symmetry S3 firmy Oxford Instruments umozliwiajaca pomiary dyfrakcji
elektronow wstecznie rozproszonych (EBSD - Electron Backscatter
Diffraction),

detektor umozliwiajacy obrazowanie w trybie skaningowo-
transmisyjnym (STEM3+),

dziato jonowe Xe (PFIB) i dwa systemy dozowania gazéw (GIS - Gas
Injection System). Mozliwos$¢ depozycji platyny (Pt) i/lub wolframu (W),

nanoindenter FT-NMTO04 firmy FemtoTools,
oprogramowanie Auto Slice&View,

stolik AFM firmy NenoVision.

Maksymalne wymiary probek - srednica: 110 mm, wysokos¢: 65 mm; waga:
500 g.

Nazwa handlowa: Thermo Fisher Scientific Helios 5 PFIB CXe

Wiecej szczegoltow: /equipment/dwuwiazkowy-ultra-wysokorozdzielczy-
skaningowy-mik/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Berent Katarzyna

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
katarzyna-berent-7827.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materiatéw i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespoél: Zaktad Materiatéw Funkcjonalnych i
Nanomagnetyzmu

Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2025 13:42

Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2024
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Obszary badawcze IDUB:

(POB 1) Zréwnowazone technologie energetyczne, odnawialne zrédta
energii i magazyny energii oraz zarzadzanie zasobami. Projektowanie,
wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesow

(POB 3) Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejscie dla
zréwnowazonego rozwoju

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

1. Ultra-wysokorozdzielcze obrazowanie mikrostruktury materiatow
przewodzacych i nieprzewodzacych.

. Pomiar nanotwardosci.

. Analiza topografii powierzchni (AFM).

. Tomografia elektronowa (SEM/FIB) - rekonstrukcja 3D mikrostruktury.

. Analizy sktadu pierwiastkowego (EDS).

. Analizy orientacji krystalograficznych (EBSD).

- Przygotowanie prébek TEM i APT bez implantacji Ga™
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Mozliwosci pomiarowe:

1. Analiza wielkosci i ksztaltu czastek i poréw, pomiar grubosci powtok o
rozmiarach mikro- i nanometrycznych.
2. Obrazowanie w trybie skaningowo-transmisyjnym (STEM):

jasnym polu (BF),
ciemnym polu (DF),

szerokokatowym ciemnym polu (HAADF).

3. Precyzyjne przygotowanie przekrojow PFIB (Rocking Polish).
4. Mozliwos¢ akwizycji obrazéw z duzych obszaréw (Mapa 3 SEM).

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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